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Neuer CIE-Report zur Spektralradiometrie

Gerade erschienen: CIE 250:2022 Technical Report mit hohem Praxisbezug zu
spektralradiometrischen Messungen, Bestimmung von Messunsicherheiten und
der Instrumenten-Kalibrierung.

Miinchen, Juli 2022 — Unter wissenschaftlicher Leitung von Instrument Systems hat
das Technical Committee TC2-80 der CIE einen neuen Technischen Report zu
spektralradiometrischen Messungen von optischen Strahlungsquellen erstellt. Das
Jetzt als CIE 250:2022 veroffentlichte Dokument I6st den fast 40 Jahre alten Be-
richt CIE 063-1984 ab. Praxisorientiert erklart er die grundlegenden Messprinzi-
pien und gibt praktische Hinweise fiir die Messung von Bestrahlungsstéarke, Strah-
lungsdichte, Strahlungsintensitéat und Strahlungsfluss sowie die Instrumenten-Ka-
librierung. Dariiber hinaus beschreibt der Bericht detailliert die physikalischen Ef-
fekte, die fiir spektralradiometrische Messungen und insbesondere die Abschét-
zung von Messunsicherheiten relevant sind. Die bei jeder Messung auftretenden
Messunsicherheiten bestimmen fiir riickfiihrbare Messwerte quantitativ die Genau-
igkeit der Kalibrierkette. Auf der Light+Building in Frankfurt erfahren die Besucher
am Stand von Instrument Systems vom 2.-6.10.2022 mehr (ber hochprédzise und
riickfiihrbar kalibrierte Lichtmessgeréte (Halle 8.0 H38). Der Technische Report
CIE 250:2022 kann im Online-Shop der CIE erworben werden:
www.techstreet.com/cie.

Der neue technische CIE-Report 250:2022 enthalt grundlegende Messprinzipien und
praktische Hinweise zur Spektralradiometrie optischer Strahlungsquellen im Wellenlan-
genbereich von 200 - 2500 nm. Er befasst sich in erster Linie mit den Messgrofien Be-
strahlungsstarke, Strahlungsdichte, Strahlungsintensitat und Strahlungsfluss sowie davon
abgeleiteten GréRen. Dariiber hinaus gibt er einen detaillierten Uberblick tiber physikali-
sche Effekte, die fur die Abschatzung von Messunsicherheiten relevant sind. Der unter
Vorsitz von Dr. Tobias Schneider, Chief Scientist von Instrument Systems, entstandene
Bericht bietet einen umfassenden Einblick in die relevante Terminologie und die Grundla-
gen der Kalibrierung spektralradiometrischer Messinstrumente. Er ist eine praktische An-
leitung zum Identifizieren, Verstehen und Quantifizieren relevanter Messunsicherheits-
komponenten und kann im Online-Shop der CIE erworben werden:
www.techstreet.com/cie.



Als fihrender Hersteller von Lichtmesstechnik legt Instrument Systems seit jeher beson-
deren Wert auf die metrologische Ruickfuhrbarkeit der Messergebnisse und bietet kalib-
rierte Gerate mit hoher absoluter Messgenauigkeit an. Ruckfihrbare Messergebnisse
werden in der Regel in SI-Einheiten angegeben. Die Weitergabe der Sl-Einheiten erfolgt
durch Kalibrierung der Messgerate und beruht auf einer Kette von Messungen. Lasst sich
diese Messkette in eindeutiger Weise bis zu einer primaren Darstellung der SI-Einheiten
zurtckverfolgen, spricht man von der metrologischen Ruckflhrbarkeit einer Messung. Von
zentraler Bedeutung hierfir sind die bei jeder Messung auftretenden Messunsicherheiten,
die quantitativ die Genauigkeit der Kalibrierkette beschreiben. Ein rickfihrbarer Messwert
ist also durch eine ununterbrochene Kette von Vergleichsmessungen mit bekannter
Messunsicherheit auf ein anerkanntes Normal bezogen. Deshalb spricht man auch von
NIST- oder PTB-RUckfuhrbarkeit. Vom 2.-6. Oktober 2022 prasentiert Instrument Systems
auf der Light+Building in Frankfurt seine hochprazisen und rtckfihrbar kalibrierten Mess-
systeme.

Instrument Systems engagiert sich bei zahlreichen Fachverbanden und Organisationen,
die fUr eine international einheitliche Umsetzung der metrologischen Ruckflhrbarkeit auf
das SI-Einheitensystem sorgen und eine praktisch nutzbare Realisierung schaffen. Dazu
zahlt auch die Internationale Beleuchtungskommission CIE, in deren technischen Arbeits-
gruppen Instrument Systems sich seit vielen Jahren mafl3geblich einbringt. So hat Instru-
ment Systems unter anderem bereits 2007 bei der Erstellung des CIE 127-Dokumentes
einen wichtigen Beitrag geleistet, das Empfehlungen fir die Messung von LEDs definiert.
Instrument Systems pflegt einen engen Kontakt mit den weltweit fihrenden Nationalla-
bors, wie beispielsweise PTB (Deutschland), NIST (USA), KRISS (Korea), ITRI (Taiwan),
NIM (China), etc.

Besuchen Sie uns auf der Light+Building in Halle 8.0 H38 und lassen Sie sich von den
neuen Modellvarianten des High-end Spektralradiometers CAS 140D und der Farbmess-
kamera-Systeme LumiTop und LumiCam B Uberzeugen.

www.instrumentsystems.com

Abbildung: Vom 2.-6. Oktober 2022 présentiert Instrument Systems auf
der Light+Building in Frankfurt seine hochprézisen und rtickfiihrbar kalib-
rierten Messsysteme.



Textmaterial und Bilder:
https://instrumentsystems.owncloud.online/index.php/s/KlZjazsmkhTJOX9

Unternehmensportrait Instrument Systems GmbH

Instrument Systems GmbH, gegriindet 1986 in Miinchen, entwickelt, fertigt und vertreibt Kom-
plettiésungen fir die Lichtmesstechnik. Hauptprodukte sind Spektralradiometer in Array-Bau-
weise sowie Leuchtdichte- und Farbmesskameras. Die wesentlichen Einsatzgebiete liegen im
Bereich der LED-/SSL- und Display-Messtechnik, der Spektralradiometrie und Photometrie so-
wie in der Laser-/VCSEL-Charakterisierung. Hier ist Instrument Systems heute einer der welt-
weit flhrenden Hersteller. Am Standort in Berlin werden die Produkte der Optronik Line fir die
KFZ-Industrie und Verkehrstechnik entwickelt und vermarktet. Seit 2012 gehért Instrument Sys-
tems zu 100 % zur Konica Minolta-Gruppe.
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